
・スピントロニクス／CMOS Hybrid集積回路（STT－MRAM及び不
揮発性マイコン等）の磁気特性・電気特性同時評価装置

説明：
•ＳＴＴ／ＳＯＴ－ＭＲＡＭやその応用製品としての不揮発性マイコンの研究開発及び
その出荷テストの際に必須となる自動特性評価装置

•ＳＴＴ/ＳＯＴ－ＭＲＡＭやその応用製品である不揮発性マイコンの磁気特性・電気特性を
同時に且つ高速・高精度に取得できる世界で唯一の装置であると共に、
半導体デバイス企業への導入を想定し、300ｍｍウェハ対応としている

次世代不揮発性メモリ（ＳＴＴ/ＳＯＴ－ＭＲＡＭ）や不揮発性マイコンの磁気特性・電気特性の評価

使用例①

お問い合わせ：内閣府 革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)担当室 園田、田中、塚本 E‐mail:g.sentan.pro@cao.go.jp

佐橋政司ＰＭ
『無充電で⻑期間使⽤
できる究極のエコIT機器

の実現』

磁場印加機構付フルオートプローバ（左）とセミオートプローバ（右）

次世代不揮発性メモリのＳＴＴ/ＳＯＴ－ＭＲＡＭやその応用製品である不揮発性マイコンが搭載されたウェハをテスティン

グ装置に装着して、磁場を印可した状態で電気応答特性を観測して、ＭＲＡＭの磁気特性・電気特性を同時に測定する。こ
れにより、高度な集積回路の高速且つ統計的な測定が可能になり、ＳＴＴ/ＳＯＴ－ＭＲＡＭやその応用製品である不揮発性
マイコンの研究開発や出荷テストに利用する。


